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Transparente Materialien kommen in diversen Produkten zum Einsatz und missen
zur korrekten Erfullung ihres Zwecks oft hohen Qualitdtsanspriichen gentigen. Dazu
mussen diese Materialien frei sein von absorbierenden und streuenden Einschlissen
wie opaken Partikeln oder Luftblasen, ihre Oberflache muss intakt sein und darf
keine Kratzer aufweisen und ihre geometrische Gestalt sowie die drtliche Verteilung
des Brechungsindexes durfen keine zu grofRen Abweichungen haben. Je nach
Anwendungsgebiet kénnen diese Fehler gravierende Folgen haben, weswegen eine
Qualitatskontrolle in Form einer Sichtprifung unabdingbar ist. Fur Menschen ist
diese Priufaufgabe ermidend und fehleranfallig, weshalb automatisierte Lésungen
gefunden werden mussen.

Fur einige der genannten Defekttypen existieren bereits ausgereifte automatisierte
Inspektionsverfahren [1,2]. Die Detektion von streuenden Defekten ist ein
schwieriges Problem, da sich diese Defekte nicht in einer Intensitatsdnderung des
transmittierten Lichts &uf3ern, sondern in der Verteilung der Richtung ausgehender
Lichtstrahlen (siehe Abb. 1).
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Abbildung 1: Einfluss streuender Defekte auf den ortlichen Verlauf der
Ablenkungsspektren aus dem Prufobjekt austretender Lichtstrahlen.



Herkémmliche Bildaufnahmesysteme erfassen hochaufgelost den
zweidimensionalen Ort und eher niedrig aufgelost die spektrale Zusammensetzung
scharf abgebildeter Lichtblindel. Plenoptische Systeme, wie beispielsweise
Lichtfeldkameras, sind aul3erdem empfindlich fir die Richtungskomponente
eingefangener Lichtblndel. Diese zuséatzliche Information kann fur die Detektion
streuender Defekte genutzt werden.

Mit plenoptischen Systemen konnen insbesondere die Verteilungen der Richtungen
aus dem Prifobjekt austretender Lichtstrahlen, sogenannte Ablenkungsspektren,
erfasst werden. Treten zwischen benachbarten Ablenkungsspektren Unstetigkeiten
auf, kann das ein Hinweis auf einen streuenden Defekt sein (siehe Abb. 1).
Allerdings fiihrt auch die Geometrie des Priifobjekts selbst zu 6rtlichen Anderungen
der Austrittsrichtung des eingestrahlten Lichts.

Dieser Beitrag beschreibt, wie zur Detektion der drtlichen Unstetigkeiten zwischen
den zweidimensionalen Ablenkungsspektren Methoden der Vektoranalysis oder
Verfahren zur Berechnung von Histogrammdistanzen verwendet werden
konnen [3,4]. Des Weiteren wird ein Prototyp eines Laserscanners zur Erfassung von
Ablenkungsspektren vorgestellt und die Eignung der angesprochenen Verfahren
anhand erster Experimente gezeigt (siehe Abb. 2).

Abbildung 2: Inspektionsergebnisse basierend auf den mit Hilfe eines Laserscanners
erfassten und entsprechend verarbeiteten Ablenkungsspektren. Als Prifobjekt wurde
eine Zylinderlinse verwendet, die im defektfreien Zustand (links), sowie nach
Einbringung zweier streuender Oberflachendefekte (rechts) gepruft wurde.
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